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Polovodicové soucastky - CSN
Cast 1: Zkouska ¢asové zavislého prurazu dielektrika pro EN 62374-1
intermetalické vrstvy 358768

idt IEC 62374-1:2010

Semiconductor devices -
Part 1: Time-dependent dielectric breakdown (TDDB) test for inter-metal layers

Dispositifs a semiconducteurs -
Partie 1: Essai de rupture diélectrique en fonction du temps (TDDB) pour les couches intermétalliques

Halbleiterbauelemente -
Teil 1: Prafung auf zeitabhangigen dielektrischen Durchbruch (TDDB) bei Isolationsschichten zwischen
metallischen Leiterbahnen

Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy EN 62374-1:2010 vCetné opravy EN 62374-
1:2010/Cor.:2011-04. Ma stejny status jako oficialni verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62374-1:2010 including
its corrigendum EN 62374-1:2010/Cor.:2011-04. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma popisuje zkuSebni metodu, zkuSebni strukturu a metodu pro odhad Zivotnosti pro zkousku
Casoveé zavislého dielektrického prlrazu (TDDB) pro intermetalické vrstvy vytvorené pro polovodi¢ové
soucastky.

Narodni predmluva

Vypracovani normy

Zpracovatel: VUT FEKT Brno, IC 00216305, Ing. Josef Sandera, Ph.D.

Technicka normalizaCni komise: TNK 102 Soucastky a materialy pro elektroniku a elektrotechniku
Pracovnik Ufadu pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkudebnictvi: Ing. Jan Kfivka

Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



